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連載 第 25回 

JIS を保有する製品 TC の EMC 規格（その２） 

徳田 正満

1．まえがき

IEC（国際電気標準会議）や ISO（国際標準化機構）には、様々な製品 TC（専門委員会）があり、そ

れぞれの製品に対する EMC 要求を製品規格で規定している。IEC の EMC Zone には、製品規格におけ

る EMC 規格のリストが掲載されている 1）。製品規格に EMC 要求を規定する方法として、製品規格の本

体に存在する特定の節に EMC 要求を規定する方法と、製品規格の本体とは異なる別のパートを設けて

EMC 要求を規定する方法の二つに分類される。ここでは、製品規格の本体とは別のパートを設けて EMC

要求を規定した EMC 製品規格だけを抽出し 2～4）、それらの中で JIS（日本産業規格）を保有している製

品 TC で作成された EMC 製品規格を表 1 に示す 5）。JIS には部門を示すアルファベット１文字が与えら

れているが、表 1 では、A（土木及び建築）、B（一般機械）、C（電子機器及び電気機械）、F（船舶）、T

（医療安全用具）及び W（航空）の JIS が収録されている。 

本稿では、上記の表 1 の中で、IEC/TC65（工業用プロセス計測制御）、IEC/TC82（太陽光発電システ

ム）及び IEC/TC88（風力発電システム）で作成された EMC 製品規格を紹介する。

2．IEC/TC65（工業用プロセス計測制御）/SC65A（システム一般）5～8） 

IEC 61000-4 シリーズのイミュニティ基本規格が引用した 801 シリーズの規格を作成した

IEC/TC65/SC65A の WG4 では、計測用，制御用及び試験室用の電気装置の EMC 製品規格 IEC 61326 シ

リーズの規格を多数作成している。一般要求事項を規定した IEC 61326-1 では、計測と制御に使用する

機器群のイミュニティ要求事項とエミッション限度値を規定している。これらを規定するに際して、そ

の機器群が使用される電磁環境を、①基本電磁環境、②工業電磁環境、③制御された電磁環境、の 3 種

類に分類している。そして、それらの各々の電磁環境下で使用される機器群が満たすべきイミュニティ

要求事項を規定している。一方、エミッション限度値に関しては、CISPR 11（ISM（工業・科学・医療）

装置のエミッション規格）のクラスA機器とクラスB機器の限度値をそのまま適用すると規定している。 

また、個別要求事項の IEC 61326-2 シリーズでは、IEC 61326-1 のスコープに含まれる製品群を機能別

により細分化して、下記の 6 項目に分類している。 

① IEC 61326-2-1：EMC 防護が施されていない感受性の高い試験及び測定装置

② IEC 61326-2-2：低電圧配電システムで使用する可搬形試験、測定及びモニタ装置

③ IEC 61326-2-3：一体形又は分離形信号変換機能をもつトランスデューサ

④ IEC 61326-2-4：IEC 61557-8 に従う絶縁監視機器及び IEC 61557-9 に従う絶縁故障場所検出用装置

⑤ IEC 61326-2-5：IEC 61784-1 に従ったフィールドバス機器の試験及び測定装置

⑥ IEC 61326-2-6：体外診断用医療機器

さらに、安全関連システム及び安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ

要求事項を規定した IEC 61326-3 シリーズの中で、一般工業用途を規定した IEC 61326-3-1 及び特定の電

磁環境にある工業用途を規定した IEC 61326-3-2 もある。 
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表 1 JIS を保有する製品 TC で作成された EMC 製品規格（その 2）（2021 年 3 月時点）5） 

国内 JIS（制定・改正・ 
確認・廃止年月） 
［対応国際規格］ 

規    格    名    称 最新の国際規格 
（最新版：発行年月） 

IEC  TC65（工業用プロセス計測制御）SC65A（システム一般） 
JIS C 61326-1:2017 
（制定 17-10） 

［IEC 61326-1:12（IDT）］ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 1 部：一般要求事項 

IEC 61326-1 
（Ed.3.0: 20-10） 

JIS C 61326-2-1:2017 
（制定 17-10） 

［IEC 61326-2-1:12（IDT）］ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 2-1 部：個別要求事項－ 

EMC 防護が施されていない感受性の高い試験用及び 
測定用の装置の試験配置、動作条件及び性能評価基準 

IEC 61326-2-1 
（Ed.3.0: 20-10） 

JIS C 61326-2-2:2017 
（制定 17-10） 

［IEC 61326-2-2:12（IDT）］ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 2-2 部：個別要求事項－ 
低電圧配電システムで使用する可搬形の試験用、 
測定用及び監視用の装置の試験配置、動作条件及び 

性能評価基準 

IEC 61326-2-2 
（Ed.3.0: 20-10） 

JIS C 61326-2-3:2019 
（制定 19-02） 

［IEC 61326-2-3:12（IDT）］ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 2-3 部：個別要求事項－ 

一体形又は分離形信号変換機能をもつトランスデューサ 
の試験配置、動作条件及び性能評価基準 

IEC 61326-2-3 
（Ed.3.0: 20-10） 

－ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 2-4 部：個別要求事項－ 
IEC 61557-8 に従う絶縁監視機器及び IEC 61557-9 

に従う絶縁故障場所検出用装置に対する試験配置、 
動作条件及び性能評価基準 

IEC 61326-2-4 
［Ed.3.0: 20-10］ 

－ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 2-5 部：個別要求事項－ 

IEC 61784-1 に従ったフィールドバス機器に対する 
試験配置、動作条件及び性能評価基準 

IEC 61326-2-5 
［Ed.3.0: 20-10］ 

JIS C 61326-2-6:2019 
（制定 19-03） 

［IEC 61326-2-6:12（IDT）］ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 2-6 部：個別要求事項－ 

体外診断用医療機器 

IEC 61326-2-6 
（Ed.3.0: 20-10） 

JIS C 61326-3-1:2020 
（制定 20-01） 

［IEC 61326-3-1:17（IDT）］ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 3-1 部：安全関連システム 

及び安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置 
に対するイミュニティ要求事項－一般工業用途 

IEC 61326-3-1 
（Ed.2.0: 17-05） 

－ 

計測用、制御用及び試験室用の電気装置－ 
電磁両立性要求事項－第 3-2 部：安全関連システム 

及び安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置 
に対するイミュニティ要求事項－ 

特定電磁環境用工業用途 

IEC 61326-3-2 
［Ed.2.0: 17-05］ 

IEC  TC82（太陽光発電システム） 
TS C 0055:2011 

（制定 11-05）（廃止 14-05） 
太陽光発電システム－パワーコンディショナ－ 

電磁両立性試験及び測定技術 － 

－ 太陽光発電システム－ 
電力変換装置に対する EMC 要求と試験法 

IEC 62920 
［Ed.1.0:17-07］ 

IDT（Identical：一致）、 MOD（Modified：修正） 
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IEC 61326 シリーズの国内規格は、以前 JIS C 1806 シリーズの JIS であり、IEC 61326-1 に対応した JIS 

C 1806-1 は 2001 年に制定されたが、その後、2017 年に IEC の規格番号と同じ番号で JIS 化された。そ

の結果、IEC 61326-1:2012 は JIS C 61326-1:2017、IEC 61326-2-1:2012 は JIS C 61326-2-1:2017、IEC 

61326-2-2:2012 は JIS C 61326-2-2:2017、IEC 61326-2-3:2012 は JIS C 61326-2-3:2019、IEC 61326-2-6:2012

は JIS C 61326-2-3:2019、IEC 61326-3-1:2017は JIS C 61326-3-1:2020になっている。しかし、IEC 61326-2-4、

IEC 61326-2-5 及び IEC 61326-3-2 は現在まで JIS 化はされていない。 

IEC 61326-1 と IEC 61326-2 シリーズは 2020 年 10 月に Ed.3.0 が発行されたが、IEC 61326-1 と IEC 

61326-2-1 に対する JIS 原案作成委員会（一般社団法人日本電気計測器工業会）が間もなく発足する予定

である。また、IEC 61326-1 と IEC 61326-2 シリーズについては、科学情報出版㈱が発行している「電磁

環境工学情報 EMC」で「IEC 61326 シリーズの概要解説」として、連載が始まる予定である。 

 

3．TC82（太陽光発電システム）及び TC88（風力発電システム）5）、9） 

再生可能エネルギー関連の機器に関しては、TC82 において、太陽光発電システム用電力変換装置の

EMC 製品規格として IEC 62920 が 2017 年に作成された。また、TC88（風力発電システム）では、2015

年に EMC 製品規格の作成が提案・可決され、Ed.1.0 が CD 段階であり、まだ、国際規格になっていな

い状態である 10）。 

太陽光発電システムの国内規格については、標準仕様書として 2011 年に TS C 0055 [太陽光発電シス

テム－パワーコンディショナ－電磁両立性試験及び測定技術] が発行されたが、現在は廃止されてい

る 11）。 
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